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Measurement and control; performance tests on process computer systems, time measurement; function tested: detec-

tion of a bit pattern

Fir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
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1 Anwendungsbereich und Zweck

Mit dieser Testfunktion soll die Bearbeitungszeit fur das
Aufsuchen eines Bitmusters nach dem Testverfahren
DIN 19 242 Teil 1 gemessen werden.

Um die Programmierung der Testfunktionen zu erleich-
tern, sind in den Anhdngen A, B und C Programmbeispiele
in FORTRAN, PEARL und PASCAL beigefiigt, die mit
geringfliigigen Anderungen auf allen Rechnern ablaufen
kénnen. Diese Beispiele sind auch beim Beuth Verlag
auf Datentrager (z. B. Magnetband) erhaltlich.

2 Allgemeines

Zu verarbeitende Bitmuster stimmen in der Regel nicht
mit der Verarbeitungseinheit des ProzefRrechensystems
Uberein.

Fir den Test wird ein Bitmuster gewahlt, das kieiner als
8 Bit ist, damit eine moglichst groBe Anzahl von verschie-
denen ProzeRrechensystemen mit diesen Testprogrammen
gemessen werden kann.

3 Testfunktion

Suchen eines vorgegebenen Bitmusters der Lange 5 Bitan
den Bitpositionen 2 bis 6 innerhalb einer Verarbeitungs-
einheit des Zentralprozessors im Hauptspeicher (Beispiele
siehe Anhiénge).

4 Testvorgang

4.1 Vorbereitung

Im Vorlauf des Testprogrammes wird ein entsprechend
groer Hauptspeicherbereich des ProzeRrechensystems
mit Bitmustern gefillt. Diese Bitmuster werden so ge-
wahlt, daR sich eine vom Anwender gewiinschte Erfolgs-
bzw. MiBerfolgsquote beim Suchvorgang ergibt.

Der Wiederholungsfaktor & fiir die Testfunktion muB so
gewahit werden, dafl die Testdauer im Minutenbereich
(mindestens 1 bis 10 Minuten) liegt.

4.2 Durchfiihrung

Der Zugriff auf die Bitmuster im Hauptspeicher soll ab-
wechselnd von der unteren bzw. oberen Adrellgrenze
aus jeweils in entgegengesetzter Adressierungsrichtung
erfolgen.

Die entsprechend modifizierte Hauptspeicher-Adresse
wird in der Suchfunktion verwendet.

Der Inhalt der adressierten Hauptspeicherzelle wird mit
einem vorgegebenen Bitmuster verglichen. Bei Erfolg
bzw. MiBerfolg findet eine Verzweigung zur Zahlung statt.
Zur Suchfunktion gehoren aufler der obengenannten
Adresse noch weitere Parameter:

— die Bitfeldanfangsposition

— die Bitfeldlange

— das Bitmuster (Inhalt des Bitfeldes).

Fortsetzung Seite 2 bis 20
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Um die Zeiten fiir die Testfunktion zu ermittein, muf} 6 Testumgebung

. . - haefii :
der Testvorgang in zwei Schritten .durc gefiihrt werden Grundkonfiguration nach DIN 19242 Teil 1/01.87, Ab-
Schritt 1: Testlauf ohne Suchfunktion schnitt 7.

Schritt 2: Testlauf mit Suchfunktion.
5 Testergebnisse

k  Wiederholungsfaktor 7 Testprotokoll

andere Formelzeichen: siehe DIN 19242 Teil 1 Zum Testerget?nis .muB die Testymggbung {siehe

) DIN 19242 Teil1) im Protokoll hinreichend genau

5.1 Belegungszeit des Zentralprozessors ({zp) beschrieben werden, damit der Test reproduzier- und
tzp = [ltggo — tam2) — (tguy — lamt) 17k vergleichbar wird.

Die unter Abschnitt 4.1 gewdhlte Erfolgs- bzw. MiB3-
erfolgsquote muf im Protokoll vermerkt sein. ) ’

tyw = [ltgva — tava) — eva — tava) 1k Die gewéhiten Parameter sind anzugeben.

5.2 Verweilzeit
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Anhang A
FORTRAN-Programm

CHAERX R AR ARERRR ARSI X RRRRERREEEERERREREF R E RN REFEREEHHHEE %R RN NNN

CH¥*x * %% *
Cxxx% PROGRAMMIER-SPRACHE:...FORTRAN 1V * % % %
Crexn FET Y
Crx%x * % % %
CHxnn £ %ER
Cx %% %% %%
Caaxs * % % ¥
Caxx® * %% ¥
CHARAAFFE XA AR F R R R R AR R R R RFRR R R AR R X RN R R RRF AR AERRRER AR RER RS
Cxxx* ** %%
Cx*x% DER TESTRAHMEN BESTEHT NACH DIN 19242 TEIL 1 AUS DEN A% *
Cx#%% PROGRAMMABSCHNITTEN: * % % *
CHadx AXEH
Crexx 1. VORSPANN (EINLESEN VON PARAMETERN, INITIALISIEREN, * % % ¥
Cexss STARTEN? XXX
Cx®%x 2., BEREICH FUER TESTFUNKTION BZW. TESTHILFSFUNKTION * % * %
Crsxx (FUNKTION, FUNKTIONSFOLGE, ANWENDERPROFIL) LEL L
CH®%x 3). NACHSFANN (BEENDEN, AUSWERTEN, PROTOKOLLIEREN) * %% %
Crrxd * %A%
Cxx#x DER TESTRAHMEN KANN VOM ANWENDER ERWEITERT WERDEN, * 4 **
C#é¥xx MUSE ABER FUER EINE TESTSERIE UNVERAENDERT BLEIBEN. * XX
CEHF¥X * X X%
L Iy Yy Y Y s S R s s I
CxaExs === H Y ETEM-RODBDUTINEN === ®rA®
DR PRSI R AR IR FEF AR I FF IR AR AR ER SRR FFF AR HEFERRRRAERRERFAFERRRRR
CHxxx * % X%
CHERS TIME: TAGESZEIT (STUNDEN:MINUTEN:SEKUNDEN? *%X*
Crasx SECNDS: AUSFUEHRUNGEZEIT (SEKUNDEN) ™ *** ¥
Cress P XY

CHERAX AR AR E AR EXRAF AR AR RX R R RR AR AR RRA R LR FHAARRRRRF XS
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CREXEEXREAEEX XX EEEEEREEREREEEEEFEXREHEEEERLRXFXRRRERAREAXXHEHAERR XXX XA

Crexs === D ATEN-DEKLARATIONERN === * KX *
CHERXEHERHHE N XK KE N XK 3333933699 33930363 396996333699 369699 3 %9939 % 3% %%%%
Crixxs¥ %* % % ¥
Cx%%% PN = PROGRAMM-IDENTIFINKATIONS-NUMMER (01 ... 929) LA
Craes FESTE ZUDRDNUNG ZU JEDEM TESTPROGRAMM (KONSTANTE) FH%F
Cxxx%x Pl = PROGRAMM-INDEX ZUR STEUERUNG VON PROGRAMMABECHNITTEN * % % %
Cxrxxs (PL = -1: PROGRAMM-ABBRUCH) * % %%
Cedxx (PI = 0: OHNE FUNKTIONSTEST? * &% %
CH%¥ ¥ (PI = 1¢ MIT FUMKTIONSTEST) *E ¥
Cx**x MNA = ANI., AEUSSERE SCHLEIFE (1 ... 32760 * % % %
Credx EIN = LOG.-NR.-EINGABE-GERAET (TERMINALD ¥* %% %
Cxx¥% AUS = LOG.-NR.-AUSGABE-GERAET (TERMINAL? * ¥ xR
C#*%% PRINT = LOG.~-NR.-PROTOKOLL~-GERAET (DRUCKER/FERNSCHREIBER? COERXR
Cxx%% TA = ZEIT-ANFANG (STD:MIN:SEK)D * % ¥ ¥
Cx¥xx TE = ZEIT-ENDE CBTO:MIMN:S5EK) *FhEH
Cxxx% TD = ZEIT-DIFFERENZ (SEK) * %% %
C*s*x STORE = SPEICHER IN DEM DIE ZU DURCHSUCHENDEN BITHMUSTER AB- * XXX
CHxxx GELEGT SIND (4096 BYTE? * XXX
Cx¥es *H XX
C*##% DA IN FORTRAN l1.A. KEIN BYTEZUGRIFF MDEGLICH IST, WERDEN DIE %%
C**x* BYTES IN EINEM INTEGER-ARRAY GEHALTEN. DIE LAENGE N DIESES * % % *
Cx*xx FELDES IST VON DER WORTLAENGE DES JEWEILIGEN SYSTEMG AB- ¥* % % %
Cxxxx HAENGIG: 16 BIT === N = 2048 j 32 BIT ===> N = 1024. *RXH
Crsxs XK ¥ *
Cx#*% PROZ = ANTEIL DES BITMUSTERS IN STORE IN % ¢1 ... 503 * ¥ %%
Cx*%% ANFANG = ANFANG DEE BITFELDES (KONSTANTE: O ... 72 * %K%
Cxx¥x LAEMNGE = LAENGE DES BITFELDES (KONSTANTE: 1 ... & LA
Cexxx MUSTER = ZU SUCHENDES BITMUSTER (1 ... 25%) * % % %
Cxaxxx WL = WORTLAENGE DES ZU TESTENDEN RECHNERS IN BIT (16 / 32) * XXX
Cxxxx BEYTE = ANZAHL DER BYTES PRD WORT DEE ZU TESTENDEN RECHNERS 3 3% % %
Cxdxd DUMMY = HILFSGROESSE *FEXX
CHE®%4 EX X X
CEEFF XTI RCFFFRE AR ERF R AFF XA R AEFAEFFFEERFRFRFERRARRERAF AR R ERFEFEERRN
C*%xx *E %KX

IMPLICIT INTEGER*Z (A-2)
INTEGER PN,PI,NA,EIN,AUS,PRINT

INTEGER TAt4),TE(4)

INTEGER DUMMY

INTEGER*Z MUSTER, INHALT,PRUEF,STORE,MASKE

REAL X
DIMENSIDN STORE (2048), MASKE(Z)
REAL TD
DATA EIN/S/,AUS/6/ PRINT/8/
DATA PN/&/
DATA WL/16/,BYTE/2/ (N/2048/ ,ANFANG/2/ LAENGE/S/ ,VGL/0/
Craxes X2

C 3% % 3 3 3 3 3% 3% 3 I % % 3 I 3 3 I I I I I W NN N XK XK NN NN I K E NN NN KN KRN EEH NN

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 19242-6:1987-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-19242-6-1987-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-19242-6-1987-01

DIN 19242 Teil 6 Seite 5

CHAXEXEERRXRRXXXHHRRRERHNREEIRERRIHR XN RN NN % % K533 % %% %% XH%%%%

Cx*x* ABSCHMITT 1: === V O R S P A N N === tX T X
C 33636 36 96 36 36 36 3269 9 96 36 36 3 3 36 36 36 36 96 36 3 3 96 96 36 36 3636 3 3 3 3 90 96 3 96 6 6 3 36 3 3 9 0 N I N W MK K%K X KX KN
C**®*x * % % *
Cxxxx EINLESEN DER PARAMETER * ¥ %X
CHxxx * %% X
100 WRITECAUS,101) PN
101 FORMAT(’ PN=',12,’ GIEB PARAMETER:’,
1 /,‘r :::::::::::::::::::::::===========:========"
2 /4y’ PL = -1: PROGRAMM-ABBRUCH',
3 /s O: DHNE FUNKTIONSTEST',
4 ly 1: MIT FUNKTIONSTEST’,
5 /47 NA = ANZAHL AEUSSERE SCHLEIFE (1 ... 32760)°,
6 /' MUSTER = ZU SUCHENDES BITMUSTER ¢1 ... 25%)°,
7 /y" PROZ = ANTEIL DES BITMUSTERS IN %(1 ... 5077,
a8 /" ::================:========================’,
9 /7 PI NA MUSTER PROZ‘,
A /,' 11 IIILL 111 L1
READ(EIN,102) PI,NA,MUSTER,PROZ
102 FORMAT{I2,X,I1S5,4X,13,3%,12)
C* %% ¥ % * X
Crrxx PRUEFEN DER PARAMETER *EER
G %% * 3% A ¥*
IF ¢PI ,EQ. -1 GOTO <0000
IF (PI .LT. 0O GOTO 100
IF (PI .G7. 13 GOTO 100
IF (NA .LT. 12 GOTO 100
IF (NA .GT. 32760) GOTO 100
IF (MUSTER .LT. 1) GOTOD 100
IF (MUSTER.GT.25%) GOTO 100
IF (PRDZ .LT. 12 GOTO 100
IF (PROZ .GT. 50 GOTO 100
Cx*x% ** A%
CHx®x PROTOKOLLIEREN DER PARAMETER R FER
Cax %% * % * %
WRITE(AUS,103) PN,PI,NA,MUSTER,PROZ
WRITE(PRINT,103) PN,PI,NA,MUSTER,PROZ
103 FORMAT(‘ PN=’,12,’ PI=',I2,’ NA=’,IS,’ MUSTER=',13,’ PROZ=‘,12)
Cx®ax * % ¥ *
Crees BEREITSTELLEN VON MUSTER, MASKE, BLENDE *EXH
C% % %% LE X X3
NHALB = N / 2
NPLUS = N + 1
SHIFT = 8 -~ LAENGE -~ ANFANG
MUSTER = MUSTER #* Z##8BHIFT
J = MUSTER
b0 210 I = 1 , BYTE
MASKE (1) = MUSTER
IF (I .EQ. BYTE) GOTD 210
MUSTER = MUSTER * 256
Cexrxx BESSER, WENN ISLL VORHANDEN: * %% #
* % * ¥

Cxxxx MUSTER = ISLL(MUSTER,&)
210 CONTINUE

CHREXEERREEXERFEREEFREERER XA ERRRRRRRRRRRRRRRXRREERXRXEHHH XN HH 5% %%%%H
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C %% 3 36 2633363269 336369 36 96 96 9 36363 3 363 99 3639 3 3623636363696 36 3699 3 36969636 9 3 36 36 39 9 633 KK HKXXKN

CH*dn EX XX
Cxxx% FUELLEN DES HAUPTSPEICHERBEREICHS MIT BELIERIGEN BITMUSTERN LE L X
CHrxxx* P T

MUSTER = J

INHALT = ©

po 2301 = 1 4 N

K = BYTE - 1

Z = INHALT

PO 220 J =1 , K
7 =17 % 256
220 CONTINUE
STORE ¢(I) = Z
Cowxxx PESSER, WENN ISLL VORHANDEN: *Xw%
Cx»%% STORE(I> = ISLLCINHALT, & * (BYTE - 1)) ey
INHALT = INHALT + 1
IF (INHALT .EQ. MUSTER) INHALT = INHALT + 1
IF (INHALT .GE. 25&) INHALT = 0
230 CONTINUE :

C#* %% * XX
Cxxxx FUELLEN DES HAUPTSPEICHERBEREICHS MIT DEM SUCHMUSTER * % %%
Cxxxd MIT VORGEGEBENER (PROZ)> DISTANZ (DIST? * % * %
CHE*¥ * % %R
¥ = 100. / PROZ
BIST = X
Crxxx MAXIMALZAHL DER ZU SPEICHERNDEN ZEICHEN: ¥* 3% % #
X = N # PROZ / 100Q.
K =X + 0.5
J =0

DO 240 I =4 , N , DIST
STORE (1) = MASKE (BYTE)
J=J + 1
IF (J .EQ. K) GOTO 242
240 CONTINUE
242 CONTINUE

Crxxx FEER
Crxxx START FUNKTIONS-TEST ERRR
Craxx * %% %

WRITE(AUS,190) PN
WRITEC(PRINT,1%03 PN
190 FORMAT(Y PN=‘,12,’ ##% START *%%’)

Crxux *HKE
C¥xs ABFRAGE DER STARTZEILT EEER
Cx%xa EEHH

CaLL TIME (Ta»

Th = SECNDS(0.03
CHr*x® * %% %
CHRAXXRERREFERREREFRFARAERRERRRFFRIFRFFRRRARFERERFFFFFFERRARRAR LR RRRRXRRRRHR
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